Ta6ena 5.1 Cneundukanyja npeaMeTa Ha CTyAUjCKOM MPOrpamMy JOKTOPCKUX CTyIuja

Ha3usB npeamera: EjekTpoxeMHjcKa CTPHIIMHI aHAJIN3A

HacTaBHHK: 3Bounmup J. CyrypoBuh, Japociaasa B. llIBapu-T'ajuh
Cratyc npeamera : W360pHu

Bpoj ECIIb: 10

Ycnos: HEeMa

wb npeamera

OBnajjaBambe OCHOBHUM IPHHIMINMA €JIEKTPOXEMUjCKe CTPUMUHT aHanu3e. Ocrnoco0ibaBame 3a MUKPOAHAIU3Y
pa3MuuTHX y30paka (mpexpamMOeHHX, y30paka >XMBOTHE CPEAMHE W IpeJMeTa OIIITEe yrnoTpede) NMPUMEHOM
ECA. Teopujcke ocHOBe M NpHMEHa oAroBapajyhux mocrynaka NpHIpeMe y3opaka KOjH IPeTXoJe NMPHUMEHH
ECA.

Hcxon npeamera
CBpIIIEHN CTYACHT TOpe] CTEYeHUX aKaJeMCKHX 3Hama, Tpebajo O Ja CTEKHE W CIIOCOOHOCT 3a CaMOCTaHO
IUIAHUpamke M H3BONEHE MHUKPOAHAINTHYKMAX EKCIEepHMeHaTa y IMJby oxapehuBama TparoBa aHamura y
pasIMuUTHM y30puuMa (mpexpaMOeHu U (apManeyTCKH NPOW3BOIM, Y30PLH KHBOTHE CPEIMHE, NMPEIMETH
onmTe ynotpebe)

Cappoxaj npeqmera

[Mpunuunu enexkrpoxemujcke crpunuur anaimuze (ECA). Panne enexkrpone y ECA. KoHueHTpoBame aHaiuTa.
PactBapame nenosuta. Bonramerpujcke, MOTEHIIMOMETPH]CKE U XPOHOMOTEHIIUOMETPHjCKE CTPHUITUHT TEXHHUKE.
Cumerme y ECA. Tlpunpema 1 aHamu3a peajHux y30paka.
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bpoj yacoBa akTHBHE HacTaBe npenaBama: 4 | CTyaujcKu MCTPAKUBAYKM paj: 2

MeTtoae usBolema HacTaBe
WHTepakTHBHA peaBama, KOHCYATAIH]e Y TPYIIH M CAMOCTAIHO, M3paJia M MIPE3eHTAIlja CEMIHAPCKOT paja.

Ouena 3uama (MakcuMaanu 6poj noena 100)

IIpeaucnutHe 00aBe3e noeHa 3aBplIHM UCIUT noeHa

AKTHUBHOCT y TOKY NIpeiaBammba 10 Hcnut 40

CeMuHaApCKH paj 50




